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Przedmiotem wynalazku jest uklad do korekcji
bledéw skoku Sruby mikrometrycznej w urzadze-
niach pomiarowych z automatycznym elektronicz-
nym odczytem cyfrowym umozliwiajgcy wyelimi-
mnowanie wpiywu tych bledé6w na wynik pomiaru,

w ktérym element przesuwny zespolu $&ruba-na- °

‘kretka polaczony jest satywno ze stolem pomiaro-
wym lub innym zespolem mierzonym a korekcja
bledéw odbywa sie przez regulacje polozenia ukla-
«du odczytowego mpodzialki pomiarowej zwigzanej
z elementem obrotowym zespolu $ruba-nakretka
za pomocg krzywki korekcyjnej umieszczonej na
zespole przesuwnym.

Zesp6l S§ruby mikrometrycznej z nakretkg jest
‘mechanizmem powszechnie stosowanym do zamia-
ny ruchu obrotowego na przesuniecie liniowe stolu
‘lub innego zespolu przesuwnego. Pomiaru tego prze-
.suniecia dokonuje sie przez odczytywanie wskazan
podzialki umieszczonej na tarczy lub bebnie sztyw-
mno zwigzanym z elementem obrotowym zespolu
Sruba-nakretka.

Pomiaru tego przesuniecia dokonuje sie przez
‘odczytywanie polozenia podzialki zwigzanej z ele-
‘mentem obrotowym zespolu §ruba-nakretka wzgle-
dem mnieruchomego przeciwwskaznika. W urzadze-
‘niach z automatycznym odczytem cyfrowym role
podzialki spelnia tarcza pomiarowa przetwornika
-analogowo-cyfrowego, zwana tarcza kodows lub
impulsowa, a role przeciwwskaznika — czujnik od-
-czytowy przetwornika.
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Podstawowa wada zespolu pomiarowego zloZone-
go ze Sruby z makretka jest obarczenie wymiku po-
miaru bledem systematycznym, wynikajacym prze-
de wszystkim z bledéw skoku §ruby mikrometrycz-
nej. Dotyczy to szczegblnie $rub o duzej diugo$ci
czynnej, gdy zakres pomiarowy przekracza kilka
lub kilkana$cie pelnych skokéw §ruby.

Usuniecie tego btedu przez podniesienie doklad-
no$ci wykonania §ruby jest trudne technologicznie
i bardzo kosztowne.

Wplyw bledéw skoku §ruby mikrometrycznej
mozna w znacznej mierze usuneé przez zastosowa-
nie mechanizmu korekcyjnego.

Opracowano szereg konstrukcj mechamizméw ko-
rekeyjnych, ktérych zasada dzialania opiera sie na
tym, ze réwmolegle do osi §ruby umieszczona jest
listwa, po ktborej przesuwa sie wodzik zwigzany
z nakretka. Wodzik ten jest stale dociskany do
listwy. Listwa jest tak zaprofilowana, Ze nadaje
ona wodzikowi a tym samym nakretce wymuszony
ruch. obrotowy w miewielkim zakresie katowym.
Obrét nakretki nastepuje w takim kierunku, aby
skorygowaé uprzednio mierzony blad skoku Sruby.

We wszystkich mechanizmach, w ktérych korek-
cja bledéw skoku §ruby nastepuje przez wymusza-
nie kompensacyjnego obrotu nakretki, nakretka nie
moze byé sztywno zwigzana z elementem, ktérego
przesuniecie jest zmierzone. Musi ona mieé moz-
no§é wykonania niewielkich ruchéw obrotowych.
Prostoliniowy przesuw nakretki zabezpiecza sig
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przez prowadzenie' jej na §rednicy podziatowej Sru-
by przy wykasowanych luzach, ujecie nakretki w
precyzyjne jarzmo lub wykonanie dla niej dodat-
kowych prowadnic. We wszystkich tych rozwigza-
niach istmieje mozliwo§é obarczenia wyniku pomia-
ru bledem systematycznym lub przypadkowym.

Celem wynalazku jest opracowanie ukladu umo-
zliwiajgcego skorygowanie bledéw skoku Sruby mi-
krometrycznej. Zadanie to zostalo rozwigzane we-
diug wynalazku w ten sposéb, Ze zastosowano me-
chanizm powodujacy taki obrét czujnika odczyto-
wego przetwornika analogowo-cyfrowego, ktéry
kompensuje bledy skoku S$ruby. Istotg wynalazku
jest to, ze mechanizm korekcji bledéw systema-
tycznych §ruby oparty na znanej metodzie krzywki
korekcyjnej umieszczonej na elemencie przesuw-
nym obraca czujnik wzglednie zesp6l czujnik6w
odczytujacych polozenie tarczy z podzialka o kat
proporcjonalny do mwarto$ci btedu §ruby w danym
miejscu.

Nakretka Sruby mikrometrycznej zwigzana jest
sztywno ze stolem lub innym elementem przesuw-
nym. Réwniez ze stolem zwigzana jest listwa ko-
rekcyjna. Po listwie prowadzony jest wodzik zwig-
zany z tuleja, w ktérej osadzony jest zespét czuj-
nikéw odczytujacych polozenie tarczy pomiarowej
przetwornika. Tarcza przetwornika amalogowo-cyf-
rowego zamocowana jest na §rubie mikrometrycz-
nej. W wyniku prowadzenia wodzika po listwie ko-
rekcyjnej tuleja z czujnikami wykonuje obrét w
niewielkim  zakresie katowym. Powoduje to prze-
mieszczanie punktu odniesienia, w ktérym czujni-
ki odczytuja podziatke tarczy pomiarowej zawie-
szonej na Srubie o warto§é katows, odpowiadajaca
wartoSci bledu systematycznego Sruby w danym
miejscu.
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Mozliwe jest réwniez takie rozwiazanie konstruk-

cyjne calego zespolu pomiarowego, w ktorym ze
stolem przesuwnym, zwigzana jest sztywmo Sruba
mikrometryczna, za§ elementem obrotowym jest na-
kretka i na niej zawieszona jest tarcza pomiaro-
wa przetwornika amalogowo-cyfrowego.
Wynalazek wyja$niany jest na przyktadzie wyko-
nania przedstawianym na rysunku, gdzie fig. 1
przedstawia uklad do korekcji bledu i odezytu po-
lozenja stolika pomiarowego, a fig. 2 przedstawia
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" schemat mechanizmu dociskajacego’ Wod-zik tulei

do listwy korekcyjnej.

Nakretka 3 zwigzana jest za poéredmctwem
sztywnego wspornika 2 ze stolem pomiarowym 1..
Przesuw stolika dokonuje sie za pomocag Sruby mi-
krometrycznej 4 ulozyskowanej w korpusie 5. Na.
jednym koncu $ruby zawieszona jest tarcza pomia--
rowa 6 z podziatka impulsowa lub kodowa. Katowe
polozenie tarczy odczytywane jest za pomocg foto--
elektrycznego ukladu odczytowego, zloZonego z.
o§wietlacza 7, plytki 8 ze szczelinami odczytowymi
i elementéow Swiatloczutych 9. Fotoelektryczny-
uklad odczytowy osadzony jest w tulei 10. Tuleja
ta osadzona jest obrotowo na czopie 12 i ma mo- -
zliwo§é wykonywania miewielkich obrotéw kato--
wych. W tulei 10 osadzony jest réwniez wodzik 11
dociskany stale do listwy korekcyjnej 14 zamoco-:
wanej ma wsporniku 2 za pomoca sprezyny 13.

Przy przesuwie stolika 1 wraz ze wspornikiem 2,.
nakretka 3 wodzik 11 przesuwa sie po powierzchni
listwy korekcyjnej 14 i powoduje w miewielkim
zakresie zmiany potozenia kgtowego tulei 10 z fo-
toelektrycznym ukladem odczytowym. Spowodowa-—
ne tym przemieszczenie punktu odczytania podzial-
ki tarczy pomiarowej 6 kompensuje btedy skoﬂ(u
Sruby mikrometrycznej 4.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad do korekeji bledéw skoku Sruby mikro--
metrycznej w urzadzeniach poimarowych, znamien-
ny tym, ze nakretka wspoélpracujaca ze Srubg po-
lgczona jest sztywmo ze stolem pomiarowym Ilub
innym elementem przesuwnym, ktérego polozenie:
jest mierzone.

2. Uklad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze na
§rubie zawieszona jest tarcza lub beben pomiaro-
wy, ktérych potozenie katowe jest okreSlone za po-
mocg ukiadu czujnikéw odczytujgcych, osadzone-
go w obrotowej tulei wyposazonej w wodzik do-
ciskany stale do listwy korekcyjnej. . .

3. Odmiana ukladu wedtug zastrz. 1 i 2, znamien-
na tym, ze §ruba wspollprocujagca z nakretkg polg-
czona jest sztywno ze stolem pomiarowym lub in-
nym elementem przesuwnym, a na nakretce zawie—
szona jest tarcza lub beben pomiarowy.
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